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EMENTA

Métodos baseados na absorcdo, emissdo e espalhamento da radiacdo eletromagnética:
conceitos fundamentais, sistemas de introducdo de amostras, fontes de radiacdo, sistema
Otico, detectores. Fenbmenos de interferéncias e estratégias para correcdo. Aplicacbes
analiticas para andlise elementar.

CONTEUDO PROGRAMATICO

UNIDADE 1 — INTRODUCAO A ESPECTROMETRIA ATOMICA

1.1. Processos de emissao, absorcéo e fluorescéncia atbmica,
1.2. Espectros de absor¢éo e emisséao atbmica;
1.3. Lei de Beer.

UNIDADE 2 — ESPECTROMETRIA DE ABSORCAO ATOMICA

2.1. Conceitos fundamentais;

2.2. Espectrofotometria de absorcdo atdmica com chama (FAAS);

2.3. Espectrofotometria de absorcao atbmica com atomizacao eletrotérmica (GF AAS);
2.4. Espectrofotometria de absorcdo atbmica por geragdo de hidretos;

2.5. Espectrofotometria de absorcdo atdmica com vapor frio;

2.6. Principais componentes dos equipamentos;

2.7. Interferéncias quimicas e espectrais.

UNIDADE 3 — ESPECTROMETRIA DE EMISSAO ATOMICA

3.1. Conceitos fundamentais;

3.2. Espectrometria de emissao Optica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES);
3.3. Espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS);

3.4. Principais componentes dos equipamentos;

3.5. Interferéncias quimicas e espectrais.
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UNIDADE 4 — ESPECTROMETRIA DE FLUORESCENCIA DE RAIOS X

4.1. Conceitos fundamentais;

4.2. Espectrometria de fluorescéncia de raios X por dispersdo de comprimento de onda
(WDXRF);

4.3. Espectrometria de fluorescéncia de raios X por dispersdo de energia (EDXRF);

4.4. Principais componentes dos equipamentos;

4.5. Interferéncias quimicas e espectrais.

UNIDADE 5 — APLICACOES ANALITICAS
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